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イメージングエリプソメトリーは，点計測用エリプソメトリーと光学顕微鏡法を融合した計測

方法として，試料の光学定数分布や膜厚分布の測定が可能である［1, 2］．半導体分野では，パタ

ーン化された試料の表面評価にその応用が期待されている． 

顕微鏡などのイメージング光学系で最も重要なものは空間分解能であり，一般にレイリーの基

準によって定義されている．イメージング光学系が無収差であっても，光学系の開口での回折の

影響により，無限小の点の像は同心環状の拡がりを持つ．レイリー定義では，隣り合う 2 つの点

で，一つ目の点の第 1 暗環に他の点の中心が位置する状態をもって，2 点の分解能と定義されて

いる．エリプソメトリーは，試料からの反射により生じる偏光状態の変化から，試料の光学定数

を求める技術である．光の偏光状態はその光の強度とは関係ない．エリプソメトリー計測では，

一般に偏光素子の回転や位相制御により変調された光強度信号から，エリプソメトリーパラメー

タ(，)を求める．光検出器で得られる光強度信号に，隣り合う 2 つの点からの光が同時に含ま

れる場合，求めた(，)は，それぞれの点のそれとは異なる値になる．つまり，(，)から導く

光学定数や膜厚は，実際のそれとは異なる．イメージングエリプソメトリメータでは，通常の光

学系の解像度に加えて，偏光情報を空間的にどのくらい精度よく取得できるかという指標も必要

になる． 

本報告では，イメージングエリプソメトリー計測における，隣り合う 2 つの点の（，）が，

互いの点像の拡がり影響をほとんど受けない距離をエリプソメトリー空間分解能と定義し，以下

のように考えた． 

        
 

       
.                           (1) 

ここで， はプローブ波長，NAc と NAiはそれぞれ入射側と出射側の光学系の開口数である． 

発表では，実際のイメジングエリプソメータによる計測結果を用いて，本定義の有効性と制限な

どについて報告する． 

光学顕微鏡の空間分解能の定義による値が，絶対的な分解能ではなく，一つの目安であるのと

似ているように，式（1）で表すエリプソメトリー空間分解能がイメージングエリプソメトリーの

応用の目安となることを期待する． 
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